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第 4 章では， EPMA 状態分析における X線の種類をまとめ， Q-Kα スペクトルの形状変化や F-Kα のサテライト強
度の特徴を明らかにし，新たに開発された人工超格子分光素子を用いることにより軟X線のスペクトルにおいて新た
な観測結果を得ている。またデジタルマッピングにより化学結合状態による二次元分布観察を可能としている。
第 5 章では，特性X線の低エネルギー側にラジエーティプオージェ効果による X線吸収端微細構造 (XAFS) の現れ
る可能性が指摘されていたが， EPMA でも特性X線の低エネルギー側に観測可能なことを実証し，ミクロンレベルで
の局所分析による構造解析を可能としている。












(3) EPMA 状態分析における特性X線のスペクトル形状を詳細に調べ， O-Kα スペクトルの形状変化と酸化物の種類
との相関関係，希土類フッ素化合物での F-Kα のサテライトに見られる特徴を明らかにし，状態分析への可能性を示
唆している。また新開発の人工超格子分光素子を用いることにより，軟X線の Si 及びP の Lバンドスペクトルにおい
ても新しい知見を得ている。さらにデジタルマッピングにより化学結合状態の観察方法を考案し，その有用性を確か
めている。




い，種々の分析において実用試料を用いて新しい機能の有効性を実証している。また EPMA にムる X線吸収端微細構
造による新たな構造解析を提案し， Si ， Mg 化合物などでその有用性を実証しており，応用物理学，特に材料特性評価
技術の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
